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MPM 1.1.1/04/18 Metodika méfeni struktury povrchu

1 Predmét metodiky

Metodika se zabyva stanovenim drsnosti povrchu v dilenskych podminkach u strojii a na
kontrolnich pracovistich pomoci dilenského drsnoméru a ptipadné i pomoci porovnavacich
vzorkovnic. Popisuje tfi zdkladni kategorie dotykovych piistroju, jejich urceni ve vyrobnim
procesu a ocekavané chyby. Metodika fesi téz bézné ptipady oznacovani drsnosti povrchu
na vykresech a postup pfi prohladseni shody s dokumentaci. Postup hodnoceni shody je
jiny, nez u ostatnich méfeni a vénuje se mu specidlni norma. Dodrzeni pozadované
struktury povrchu ma vliv nejen na funkci vyrobku, ale také na ekonomiku vyroby. Proto
byva nedodrzeni pozadované struktury povrchu c¢astym predmétem sporu mezi
dodavatelem a odbératelem.

2 Souvisejici normy a metrologické predpisy
CSN EN ISO 4287 Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) — [L1]
Struktura povrchu: Profilovd metoda — Terminy,

definice a parametry struktury povrchu

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - [L2]
Struktura povrchu: Profilova metoda — M¢éfici

etalony. Cast 1. Hmotné miry

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - [L3]
Struktura povrchu: Profilova metoda — Jmenovité
charakteristiky dotykovych (hrotovych) ptistrojii
Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - [L4]
Struktura povrchu: Profilova metoda — Kalibrace
dotykovych (hrotovych) piistrojt

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) — [L5]
Oznacovani struktury povrchu v technicke

dokumentaci vyrobkl

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) — [L6]
Struktura povrchu: Profilova metoda — Pravidla a

postupy pro posuzovani struktury povrchu

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - [L7]
Zkouska obrobkii a méFidel méfenim - Cast 1:

Pravidla rozhodovani pro prok4zani shody nebo

neshody se specifikacemi

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - [L8]
Kontrola obrobkti a méficiho vybaveni méfenim -

Cast 2: Navod pro odhad nejistoty méfeni v GPS, pfi
kalibraci méticiho vybaveni a pii ovéfovani vyrobku

CSN EN ISO 5436-1

CSN EN ISO 3274

CSN EN ISO 12179

CSN EN ISO 1302

CSN EN ISO 4288

CSN EN ISO 14253-1

CSN EN ISO 14253-2

CSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Pozadavky [L9]

CSN EN ISO 10012 Systémy managementu méieni - Pozadavky na [L10]
procesy méfeni a méfici vybaveni

EA-4/02 M:2013 Vyjadfeni nejistoty méfeni pii kalibraci [L11]

TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik - Zakladni a [L12]

vSeobecné pojmy a ptidruzené terminy (VIM)
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KP 1.1.5/01/16 *)  Kalibrace etalont drsnosti povrchu [L13]
Dotykové piistroje pro méteni drsnosti povrchu [L14]

KP 1.1.5/01/16 *) AP
(laboratorni pfistroje)
*) Kalibra¢ni postupy voln¢ dostupné na strankach www.csvts.cz/cms

3 Kvalifikace pracovniku provadéjicich méreni

Kvalifikace pracovniki provadéjicich méfeni a vyhodnoceni struktury povrchu je dana
pfislusnym piedpisem organizace. Tito pracovnici se sezndmi s metodickym postupem
upravenym na konkrétni podminky daného pracovisté provadéjiciho méteni a pripadnymi
(internimi) souvisejicimi ptedpisy.

Doporucuje se potvrzeni odborné zpisobilosti téchto pracovnikli prokdzat vhodnym
zpusobem, napiiklad osvédCenim o internim zaskoleni, o absolvovani odborného kurzu,
v krajnim piipadé certifikatem odborné zptsobilosti. Uroveti $koleni zavisi na zafazeni
pracovnika a dulezitosti provadéné méfici operace.

4 Nazvoslovi, definice
Dotykovy pFistroj: méfici piistroj, ktery zkouma povrchy snimacim hrotem a ziskava
uchylky ve form¢ profilu povrchu, vypocitava parametry a je-li k tomu konstrukéné

uzpusoben, je schopen profil zaznamenat.

Zbytkovy profil: zakladni profil ziskany sniménim idealn¢ hladkého rovného povrchu
(optické plocha).

Referencni vedeni: dil generujici rovinu fezu a vodici v ni méfici hlavu po teoreticky
pfesné geometrické draze.

Stiedni ¢ara profilu drsnosti: ¢ara odpovidajici dlouhovinné sloZce profilu potlacené
filtrem profilu Ac.

Zakladni délka: délka ve sméru osy méteni X, pouZitd pro rozpoznani nerovnosti
charakterizujicich vyhodnocovany profil (zakladni délka drsnosti Ir je Ciselné rovna vinové
délce pouzitého filtru Ac — diive cut-off).

Vyhodnocovana délka: In je délka ve sméru osy méfeni X, pouzita pro posouzeni
vyhodnocovaného profilu.

n: pocet zakladnich délek pouzitych ve vyhodnocované délce.
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4 Méridla a pomocna méFici zarizeni

Neékteré uvedené prostfedky se tykaji alternativnich metod métfeni a rozSitené kontroly

profiloméru a nemusi byt proto vzdy potiebné:
e dilensky profilomér (drsnomér), ptipadné laboratorni profilomér nizsiho typu,
e nastavovaci etalon profiloméru,

rovinné optické sklo (neposkozena planparalelni desticka),

mikroskop nebo silna lupa,

sada etalont drsnosti riznych profilti a hodnot,

vzorkovnice drsnosti povrchu,

sada pro snimani otiskl povrchu,

teplomér, ptipadné vlhkomér,

Cistici a odmast'ovaci prostfedky (bavinéna utérka, 1¢karensky benzin).

Poznamka: VSechna pouzitd méfidla a pomocnd méfici zafizeni musi byt navazany na
etalon vhodného rozsahu a pfesnosti a musi mit platnou kalibraci.

5 Obecné podminky méreni — veli¢iny ovliviiujici vysledky méreni

Na meéfené objekty nema zpravidla teplota prostfedi pozorovatelny vliv, mize vSak
vyznamn¢ ovlivnit méfici piistroje a technologické procesy. Proto se zpravidla doporucuje:
e teplota okoli (20£3)°C a teplotné ustaleny stav.
e prostiedi s nekondenzujici vlhkosti (do 70 % relativni vlhkosti).
e prostfedi prosté mechanickych razl a vibraci.
e prostfedi bez nadmérné prasnosti a necistot.

Pti ur€ovani podminek prostiedi je potfebné se fidit pfedevsim pozadavky vyrobce méfici
techniky.

7 Metrologické meze vyuziti metody méreni

7.1 Dotykové drsnoméry pro vyrobu

Jednoduché kompaktni drsnoméry jsou
zpravidla pfistroje  vybavené relativnim
piezoelektrickym snimacem s patkou
a polomérem zaobleni hrotu Sum. Horni
rozsah méfeni je omezen mechanickymi
moznostmi patky na pfiblizné¢ Ra = 10um,
spodni rozsah omezuje radius hrotu a
zbytkovy profil pfistroje. Maji moznost volby
pouze zakladnich parametri drsnosti povrchu.
Zakladni délka pouzitého filtru (cut-off) je
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pevna Ac = 0,8 mm, nebo volitelna po stupnich Ac = (0,25; 0,8; 2,5) mm. Pfistroje maji
vyhodnocovanou délku konstantni a nezavislou na zékladni délce pouzitého filtru. Ptistroj
je pak schopen pii zvolené zakladni délce Ac = 2,5 mm hodnotit pouze dvé zakladni délky
N = 2, coZ se nepiiznivé projevi v piepoétu smérodatné odchylky o2 na os podle CSN EN
ISO 4288 odst. 6.2 (viz téz kapitolu 10). Piistroje byvaji zatazeny do tiidy piesnosti 3
s chybou do 15 %. Pro piejimky jsou nevhodné, 1ze je chapat jako ndhradu vzorkovnic ve
vyrob¢. Pfesto mnohé pristroje méti bézné opracovani uspokojive.

7.2 Dotykové profiloméry pro dilenskou kontrolu

Profiloméry pro dilenskou kontrolu jsou
V jednodussim ptipad¢ pfistroje vybavené
relativnim snimacem s patkou. Horni rozsah
méfeni je omezen mechanickymi moznostmi
patky na Ra = (6,3 az 12,5 pum. Maji
moznost volby béznych parametrti drsnosti
povrchu. Zakladni délka pouzitého filtru
(cut-off) je volitelna po stupnich Ac = (0,25;
0,8; 2,5) mm. Pocet zakladnich délek se voli:
n = (2 az 5) a podle toho si pfistroj upravi
vyhodnocovanou délku. Piistroje
vyhodnocuji $irokou fadu normalizovanych
parametrt drsnosti.

Piistroje vySsiho typu maji nezavislé vedeni
snimace (bez patky), polomér zaobleni hrotu
2 um a umoznuji vyhodnocovani parametra
drsnosti, vinitosti a zakladniho profilu. Maji
zpravidla rozsifenou sadu filtri riznych typa
(2RC, Gauss, Motif). Pristroje mohou byt doplnény jednoduchym stojanem s manualnim
nastavenim. Pfistroje byvaji zatazeny do t¥idy piesnosti 2 s chybou do 10 %.

7.3 Profiloméry kontrolnich laboratori
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Stojanové laboratorni profiloméry jsou vybaveny nezavislym referenénim vedenym
snimace, coz umoznuje vétsi rozsah méfeni a také vyhodnocovani parametrti vinitosti i
uplného profilu. Moderni pfistroje jsou vybaveny uplnou sadou filtri riznych typa a
umoziuji nezavislou volbu filtrace a délky méfeného useku. Jsou schopny vyhodnotit
vSechny znamé parametry profilu. Laboratorni pfistroje maji t¢Z dokonalejsi snimace, které
zaruc¢i vyrazné mensi zbytkovy profil a tim pouzitelnost pro velmi jemné povrchy. Byvaji
zatazeny do tfidy presnosti 1 s chybou okolo 5 %. Uvedené obrazky jsou pouze ilustrativni
a parametry konkrétniho pfistroje poskytne vyrobce nebo prodejce.

7.4 Metoda repliky

Pro méfeni drsnosti povrchu na velkych kusech a
V nepiistupnych mistech byla vyvinuta metoda méteni
na replikach (otiscich povrchu). Otiskovou hmotou
byva rychle tuhnouci akrylatovda  pryskyfice
(Dentacryl), kterou ktomu ucelu dodavaji né&ktefi
vyrobci. PraSek a tekutina se micha v poméru 3:2.
Metoda je pouzitelna pfiblizné od Ra = 0,2 vyse.
Ne&které laboratorni pfistroje umoziuji méfeni replik
Vinverznim rezimu. VE&tSi pracnost metody je
vyvazena moznosti uchovat svédecni vzorek.

7.5 Porovnavaci vzorky drsnosti povrchu

Porovnavaci vzorky drsnosti sehraly
nenahraditelnou roli zejména v prvni
poloviné minulého stoleti. Postupné vSak
byly nahrazovany méficimi pfistroji.
Dodnes se vSak pouZivaji vzorkovnice
Z padesatych a Sedesatych let a pro svoji
nazornost jsou pro nékteré uZivatele
nenahraditelné. Stale se vyrab&ji nové
vzorkovnice, pfevazné vsak pro specialni pouziti (tryskani, liti apod.). Normy na
porovnavaci vzorky CSN ISO 2632-1 a CSN ISO 2632-2 byly zruseny bez nahrady.

8 Kontrola méridla pred pouZitim a priprava na méreni

Popsané kontroly se tykaji dilenskych méfidel s nastavovdnim na etalony sinusového nebo
trojuhelnikového profilu. Kontroly jsou soucasti periodické kalibrace a provadi se ve
stanovenych intervalech, nebo pii podezieni na vadu métidla. Mohou byt provadény na
externich kalibracnich pracovistich. Po bézném ocisténi métidla se zpravidla provedou
nasledujici kontroly:
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8.1 Kontrola vaznuti hrotu v opérné patce

Jednodussi dilenské pristroje jsou vybaveny relativnim snimacem s hrotem prochazejicim
opérnou patkou. Hrot nesmi v patce vaznout a pii zatlaceni na patku se musi vysunout.
Pokud se pfipadny problém neodstrani opatrnym vyciSténim patky, musi se snimac
vymeénit nebo opravit u vyrobce.

8.2 Kontrola plynulosti posuvu

Snima¢ se musi pohybovat plynule a ptedepsanou rychlosti. Problém nékdy byva u
nejlevnéjSich kompaktnich piistrojii, kde pomiize mirné namazani vodicich ty¢ek a vacky
posuvu.

8.3 Kontrola stavu mériciho hrotu

Hrot se kontroluje na mikroskopu, piipadné silnou lupou. Nékteré pristroje mohou byt
vybaveny specialnim etalonem pro kontrolu hrotu. Takovy etalon ma trojihelnikovy profil
o velmi malé rozte¢i nerovnosti. Uvedend hodnota parametru drsnosti je informativni.
Pokud jde o stanoveni poloméru zaobleni hrotu, mize byt stanoven bud’ na meéticim
mikroskopu, nebo ptejetim bfitu (ziletky upnuté do sveérdku s minimalnim piesahem), viz
CSN EN ISO 5436-1. Ustipnuty hrot hrub& zkresluje méfené hodnoty a poskozuje méfeny
povrch, zejména etalony.

8.4 Kontrola zbytkového profilu

Zbytkovym profilem je nazyvan vysledek méfeni na idealn¢ hladké rovné plose, zpravidla
optickém skle. Obvykle se méii parametr drsnosti povrchu Ra. Velikost zbytkového profilu
je vyznamnym meéfitkem kvality profiloméru a vyrazné odliSuje dilenské a laboratorni
profiloméry. U dilenskych profiloméri byvé zbytkovy profil Ra = (0,01 az 0,02) pm.
Zbytkovy profil laboratornich pfistroji je fadoveé nizsi. Zbytkovy profil ovliviiuje chybu
meétfeni jemnych povrchi. Hodnotu odpovidajici desetindsobku (v nouzi pétindsobku)
zbytkového profilu miizeme povazovat za limitujici pro méfeni jemnych povrchd.

8.5 Nastaveni méridla na etalon

Nastaveni meéfidla na etalon pfiloZzeny k méfidlu je soucasti méfeni a mélo by byt
provadéno periodicky podle pokynu vyrobce, nebo smérnice uzivatele. VEtSi odchylky
meétfeni od jmenovité hodnoty etalonu jsou divodem pro detailnéjSi kontrolu métidla.
Nastavovaci etalon ma byt periodicky kalibrovdn a navazovan ve specializované
laboratofi.

8.6 Kontrola linearity

Kontrola linearity pfistroje se provadi na sadu etalont rizného typu profilu. Pro komplexni
provérku meéfidla, vcetné filtrace profilu, jsou doporucovany etalony s nepravidelnym
profilem. V praxi se uplatiiuji i etalony s trojihelnikovym nebo sinusovym profilem, které
byvaji zpravidla kalibrované s niz$i nejistotou méfeni. Hodnoty etalont je tfeba volit tak,
aby se pokryl bézny rozsah méteni. Potom je mozné z méfeni na sadé etalonti vyhodnotit
chybu métidla v celém (ve vét§im) méficim rozsahu.

Meéfidlo, které vykazuje nedostatky, nelze dale k méteni pouzivat.
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MPM 1.1.1/04/18 Metodika méfeni struktury povrchu

9 Postup méreni

9.1 Volba podminek méreni

Pozadavky na méfeni a také zplsob opracovani povrchu mohou byt popsany umisténim
doplikovych pozadavki ke grafické znaéce na vykresu, viz CSN EN ISO 1302. Pokud je
uvedena pouze zakladni zna¢ka, voli se podminky méfeni podle normy CSN EN ISO 4288,
pficemz se rozliSuji profily neperiodické (napf. brousené) a periodické (soustruzené,
frézované, hoblované apod.)

Pro neperiodické profily se voli zakladni délka Ir (cut-off) a vyhodnocovana délka In podle
tabulky 1 v CSN EN ISO 4288 ze které je dale uveden vytah pro bézné dilenské piistroje:

Ra Zéakladni délka drsnosti Ir Vyhodnocovana délka drsnosti
(cut-off) In
pm
mm mm
0,02<Ra<0,1 0,25 1,25
0l<Ra<?2 0,8 4
2<Ra<10 2,5 12,5

Prvotni nastaveni pristroje se provede odhadem, detailni postup popisuje vyse uvedena
norma.

Pro periodické profily se vychdzi primérné Sitky prvka profilu RSm (stfedni roztec
nerovnosti). Tento parametr se bud’ pfedem zméfi, nebo ur¢i naptiklad z posuvu pii
soustruZzeni. Obecnym pozadavkem normy je, aby zvolena zakladni délka In (cut-off) byla
alespon dvojndsobna, nez je rozte¢ nerovnosti:

In > 2* RSm

Tento pozadavek je detailné rozpracovan v tabulce 3 citované normy, ze které je uveden
vytah:

Rozte¢ nerovnosti Zékladni délka drsnosti Ir Vyhodnocovana délka drsnosti
RSm (cut-off) In
mm mm mm
0,04 <RSM < 0,13 0,25 1,25
0,13<RSm<0,4 0,8 4
0,4<RSm<13 2,5 12,5

Z tabulek je patrné, ze pocet zakladnich délek n se prednostné voli n=5. Mensi n Ize volit
podle pozadavku na vykrese, ve stisnénych podminkach meéfeni, nebo pii omezenych
moznostech pfistroje. Pii volbé poctu zakladnich délek n<5 je tfeba mit na paméti, ze je
nutné prepocitat smeérodatnou odchylku méfeného souboru hodnot podle vzorce uvedeného
v CSN EN ISO 4288 odst. 6.2.:



MPM 1.1.1/04/18 Metodika méreni struktury povrchu strana 10/14
Revize: ¢. 0

75 =0n - )

kde n je pocet pouzitych zakladnich délek (mensi nez 5).

Cim vétdi je potet méfeni a delsi vyhodnocovand délka, tim vétsi je spolehlivost
rozhodnuti o tom, vyhovuje-li méfeny povrch specifikaci.

9.2 Vyhodnoceni méfeni

Je-1i hodnota parametru specifikovana jako maximalni (napf. Ra max.), nesmi v priab&hu
kontroly zadné z méfenych hodnot na celém kontrolovaném povrchu piekrocit hodnotu
uvedenou na vykresu. V ostatnich ptipadech plati pravidlo 16 %, podle které¢ho je povrch
piijatelny, jestlize ne vice nez 16 % naméfenych hodnot presahuje predepsanou hodnotu.

Horni mez parametry
struktury povrchu

TR

o Hodnota parametru struktury povrciu

—

Za ptedpokladu Gaussova rozdéleni méfenych hodnot to znamend, Ze specifikaci musi
vyhovét stfedni hodnota méfeného souboru hodnot zvétSend o jednu smérodatnou
odchylku, viz obrazek.

9.3 Zjednoduseny postup pro kontrolu drsnosti, CSN EN ISO 4288, piiloha A
Vizuélni kontrola nebo porovnani hmatem podle porovnavacich vzorki je mozna, pokud je
drsnost zfeteln¢ lepSi, neZ drsnost specifikovana. Jestlize zkouSka porovnavanim
neumoznuje pfijmout rozhodnuti, provede se méteni. Povrch bude pfijat, jestlize:

= prvni méfena hodnota nepiesahne 70% specifikované hodnoty,

= prvni tfi méfené hodnoty nepiesahnou specifikovanou hodnotu,

* ne vice nez jedna z prvnich Sesti méfeni piesahne specifikovanou hodnotu,

= ne vice nez dvé z prvnich 12 méteni presahne specifikovanou hodnotu.

V kazdém jiném piipadé bude obrobek odmitnut.
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10 Stanoveni nejistoty méreni (priklad)

10.1 Prohlaseni shody se specifikaci podle CSN EN ISO 4288

Mg¢ril se povrch soucasti, pro ktery bylo na vykrese piredepsano Ra 1,6. M4 se vyhodnotit
méteni, které bylo provedeno jinym zpisobem, nez uvadi shora uvedeny piejimaci plan
(CSN EN ISO 4288, piiloha A). Bylo provedeno 5 méfeni pii zvoleném poétu zakladnich
délek n = 3.

Nameéfené hodnoty Ra (um) jsou:
1,26 13 165 11 1,35
Z naméienych hodnot byla spoctena:

Stfedni hodnota: Rax =1,33 um
Smérodatna odchylka: 05 =0,20 um

Tato smérodatna odchylka by platila za ptedpokladu, Ze by bylo odméteno pét zdkladnich
délek. Protoze se odméfily pouze tii, provede se piepocet na o3 podle rovnice (1)

o3 = os/N(3/5) = 0,20/0,77 = 0,26 um

Stfedni hodnota parametru Ra vcetné prepoctené smérodatné odchylky:

Ra = Rax+ 03=1,33 + 0,26 = 1,59 pm

Naméfend hodnota je vcetné piepoctené smérodatné odchylky mensi, nez hodnota
predepsana na vykresu (Ra 1,6) a mize byt prohlaSena shoda: Naméfena hodnota
parametru Ra vyhovuje specifikaci a sou¢ast je mozno ptijmout.

10.2 Nejistota méreni podle EA 4/02

Podle odstavee 5.4 normy CSN EN ISO 4288 jsou nejistoty méfeni z nehomogenit povrchu
(v podstaté z opakovanych méteni) zapocitany ptidavkem 16% k namétfené stfedni hodnoté
a proto se snimi jiz dal nepocCitd. Nejistota méfeni je tedy dana nejistotami typu B
Z navaznosti etalonu Ue a chyby pfistroje um.

Up = +/ uEZ + uMZ

Podle normy DIN se drsnoméry zatazuji do tfi tfid pfesnosti pfiblizné takto:

Ttida | Relativni pfesnost do: | Typicti predstavitelé
1 5% Laboratorni piistroje

2 10 % Dilenské pfistroje S indukénim snimac¢em

3 15% Kompaktni pfistroje s piezoelektrickym snimacem
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Nejistota méteni konkrétniho méfidla (véetné€ nejistoty plynouci z pouzitych etalonil) se
stanovi pfi kalibraci, ptipadné se vyjde z chyby uvedené vyrobcem, piipadn¢ ze shora
uvedené tabulky. Nastavovaci etalony maji byt kalibrovany v akreditované laboratofi, ktera
Vv zavislosti na své ndvaznosti a opotiebeni stanovi nejistotu etalonu v rozmezi (3 az 5) %
jmenovité hodnoty.

V néasledujici tabulce je pfiklad stanoveni nejistoty méfeni pifi nastavovacim etalonu
kalibrovaném s nejistotou 4 % a piistrojem kalibrovanym s nejistotou 8 %.

Zdroj nejistoty Ozn. Meze nejistot Faktor Citlivostni Piispévek
pm rozdéleni koeficient K nejistoté
b pm
Etalon drsnosti, nejistota 4 % UE 0,126 0,5 1 0,063
Ra=(3,15+0,128) pm
Chyba métidla 8 % méfené hodnoty um 0,127 0,5 1 0,064
Ra= (1,59 +0,127) pm
u Nejistota u
(k=1) um 0,089
Vysledna nejistota
U Rozsiteni
nejistota U 0,179
(k=2) um

Po zaokrouhleni je naméfena hodnota:
Ra= (1,59 +0,18) um,
coz je nejistota piiblizné 11 % méfené hodnoty

S takto stanovenou hodnotou véetné nejistoty ma byt zachazeno podle pravidel uvedenych
v normé CSN ISO 14253-1, tj. zadna ze stran piipadného sporu nesmi nejistotu pouZit na
podporu svého tvrzeni a vV mezich prislusnych nejistot by si méla méteni obou stran
odpovidat.

11 Zaznamy o méreni

Pokud ma organizace stanoveny konkrétni zaznamy o méfeni, vyuziji se. Urovei zaznamu
je déana dileZzitosti méfici operace a jeho rozsah stanovi odpovédny pracovnik subjektu
(technolog, metrolog atd.)

Tyto zdznamy mohou obsahovat naptiklad:

a) identifikace pracovisté provadéjiciho méteni,

b) potfadové ¢islo zaznamu, ocislovani jednotlivych stran, celkovy pocet stran,
c) informace o métidle,

d) veli¢iny ovliviiujici méfeni v okamziku méfeni a zpisob jejich kompenzace,
e) nazev vyrobni operace,
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f) datum méfeni, (pfipadné i ¢as),

g) oznaceni pouzité metodiky méfeni (v naSem ptipadé napi. MPM 1.1.1/04/18)

h) meéfidla pouzita pii méfent,

1) obecné vyjadieni o navaznosti vysledki méfeni,

j) vysledky méfeni a s nimi spjatou rozsifenou nejistotu méfeni a/nebo prohlaseni o shod¢
s danou technologickou toleranci,

k) jméno pracovnika, provadéjiciho méfeni, jméno a podpis odpovédného (vedouciho)
pracovnika, razitko pracoviste.

12 Péce o metodicky postup

Original metodického postupu je ulozen u jeho zpracovatele, dalsi vyhotoveni jsou pifedana
ptisluSnym pracovnikiim podle rozdélovniku (viz €l. 13.1 tohoto postupu).

Zmeény, popt. revize metodického postupu provadi jeho zpracovatel. Zmény schvaluje
vedouci zpracovatele nebo metrolog organizace.

13 Rozdélovnik, uprava a schvaleni, revize

Uvedeny ptiklad je pouze orientacni a subjekt si mize tuto dokumentaci upravit podle
internich ptedpisii o fizeni dokumentt.

13.1 Rozdélovnik

Metodicky postup Ptevzal

Viytisk ¢islo Obdrzi utvar Jméno Podpis Datum

13.2 Uprava a schvaleni

Metodicky postup [ Jméno Podpis Datum

Upravil

Upravu schvalil

13.3 Revize

Strana Popis zmény Zpracoval Schvalil Datum
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Upozornéni

Tento metodicky postup je tieba povazovat za vzorovy. Doporucuje se, aby jej organizace
prizptisobila svym pozadavkiim s ohledem na své metrologické vybaveni a konkrétni

podminky.



